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NORMA BRANŻOWA BN-75 
3375-28 

ELEMENTY Diody sygnałowe Arkusz 00 
PÓŁPRZEWODNIKOWE Wymagania i badania 

Postanowienia ogólne 
Grupa katalogowa XIX 23 

1. WSTEP 

1.1. Przedmiot n0I'l!!l. Przedmiotem nor~ są wymagania i badania do
tyczące diod sygnałowych przeznaczonych do pracy w elektronicznych 
urządzeniach powszechnego utytku i urządzeniach profesjonalnych. 

1.2. Zakres tematyczny normy. Kolejno numerowane arkusze 
(od 01) zawierają szozegółowe postanowienia dla określonych 

normy 
rodzin 

diod sygnałowych, przeznaczonych do pracy w 
nicznych powszechnego u~ytku i urządzeniach 

urządzeniach elektro
profesjonalnych. 

1.3. Przedmiot arkusza normy. Przedmiotem niniejszego arkusza nor
my są postanowienia ogólne oraz wspólne wymagania i badania dla gru
py diod sygnałowych przeznaczonych do pracy w elektronicznych urzą
dzeniach powszechnego utytku i urządzeniach profesjonalnych. Arkusz 
normy ' określa badania kontrolne dla diod od zastosowan: · powszechne
go utytku, powszechnego utytku o podwytszonej jakości i profesjonal

nych. 

'.4. Określenia - wg PN-72/T-01500 i PN-74/T-01515. 

Zgłoszona przez Naukowo-Produkcyjne Centrum Półprzewodn i ków 
Ustanowiona przez Dyrektora Generalnego Zjednoczenia Przemysłu Elektronicznego UNłTRA 

dnia 2\ listopada \975 r. 
jako norma obowiqzujqca w zakresie produkcji i obrotu od dnia l lipca 1976 r . 

(Dz. Norm. i Miar nr 3/1976 poz. 7) 

WYDAWNICTWA NORMALIZACYJNE 1976. Wpływ do WN 31.12.75. Oddano do .kładu 14.1.76. Cena z ł 3 ,60 
Druk ukończono w marcu 76. Obj. O,ą5 orle . w,d. Nakład 2500+54 -gl. Zom. 117/76 
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2. POSTANOWIENIA OG6LNE 

2.1. Parametry dopuszozalne. W arkuszu 
typu diod powinny być podane dopuszczalne 
parametr6w: 

szczególowym dla danego 
wartośoi następujących 

Uall - szozytowe napięcie wsteczne, 
Ua - napięcie wsteczne, 
'Fil - szczytowy prąd przewodzenia, 
'F - prąd przewodzenia, 
t~ - temperatura złącza. 
t.tg - temperatura przechowywania. 
t"mb - temperatura otoczenia w czasie pracy. 
Dane te stanowią graniozne wartości obciążeń, kt6rych nie można 

przekroozyć w eksploatacji diod. 

2.2. Parametry oharakterystYczne. W arkuszu szozeg6łowym dla da
nego typu diody powinny być podane przy określonej temperaturze 0-

toozenia następująoe parametry oharakterystyozne: 
UF - napięcie przewodzenia przy określonej wartości " , 
la - pr~d wsteozny przy określonej wartośoi napięoia stałegoUR, 

1/1) - wartość sprawnośoi detekcji diody w okresowym układzie de-
tekoyjnym przy określonej wartości i częstotliwości napię

oia w. oz., 

er - pojemność przy określonej niskiej wartości napięciawsteoz
nego i określonej częstotliwośoi pomiarowej. 

2.21 Pozostałe postanowienia - wg PN-74/T-01515 załąoznik 1. 

3. WYMAGANIA I BADANIA 

3.1. Wymagania. Diody objęte niniejszą norm~ powinny spełniać wy
magania podane dla poszozeg6lnych typ6w diod w kolejno numerowanych 
arkuszaoh oraz wymagania wg PN-74/T-01515. 

3.2. Rodzaje i warunki badań kontrolnych 

3.2.1. Badania grupy A - wg tabl. 1. 

1) Tylko dla niektórych typów diod detekcyjnych w.cz. 



rabl1ca 1 

PoZiOM kontroli i AQL 
IllItoda 

Podgrupa badań badania powszechnego użytku 
wg PN-74/T-01515 wgPN-74/ profesjo-

T-01515 podstawowa podwyższona nalne 
jakość jakość 

1 2 3 4 5 

l!2dB:rnpa Al I, 2,5% I, 1,5% II 2,5% 
Sprawdzenie w,ymiarów 
(głóWl\Ych) 4.3.3 

Sprawdzenia wykonania o-
budowy 4.3.4 . 
Sprawdzenie trwałości i 
prawidłowości cechowania 
i znakowania 4.3.6 

ł'odB:rnpa A2 III 1,0% II"O,65% II, 0,65% 

Sprawdzenie podstawowych 
parametrów elektrycznych 4.3.7 

U, - nap1.ęcie przewodzenia 

la - prąd wsteczny 
,,1) - sprawność 

ł'or1arue A~ nie stosuje się 

!!S!r1arupa A~ nie stosuj e się 

1)T7lko dla niektórych diod detekcyjnych w.cz . 

Wa.runId 
badania 

6 

-

-

-

-

Szczegóły do usta-
lenia w arkuszu 
szczegółoW'Jm 

7 

sprawdzane ;:>aramet-
ry geometryczne 

-

-

warunki pomiaru i 
wartości graniczne 
kontrolowanych 
parametrów 

\II 
l, 
VI ...... 
'" ~ 
VI 
I 

N 

~ 

'" 



TabUca 2 '" , ... 
o .. 
CD • 
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III • 

Podgrupa badań Metoda badania Poziom kont roli Warunki szczegóły do ustalenia w 
wg PN-74/T-D1515 wg PN-74/T-01 515 i AQL badania arkuszu szczegółowym 

o I\) 

t:T • 
::I - . . -

1 2 3 4 5 
III bl 

(IQ ID o o-
ID 

Podp'Upa B1 S-3, 4,0% ~ ::I 
N · ~ 

Sprawdzenie lutowności wyprowa- t emperatura kąpieli , wa-
«zeń 4. 3.5 metoda kąpieli T. runki pomiaru i wartości 

'< !li 
ci-
p; 
~ 

graniczne kont rolowanych 
parametrów o 

't:l 

P2UruEa ~ 'nie stosuje się 

pOMpa B3 S- 3, 4, 0% 

Sprawdzenie wytrzymałości na met oda dwóch wartości temperatur TA 
nagłe zmi8.I\Y t emperat ury 4.3. 12 komór i T B , wan.mki pomiaru i , 

wartości graniczne kontro- I 
10w8.l\Ych paramet rów I 

, 

, 

Spr awdzenie wytrzymałości na czas narażania warunki pomiazu i war-
, 

, 

o Ibl 
o-
~ ~ 
to· ~ c.o ci-
to II> I 

-J o o' V' 
[j .... ...... 
III • '~ 

c.... W 
-J 

N Vl 
~ I 
II> c.o f\) 

p; ci- ~ o o 8 c.o.. c.o 
o ~ 

wilgotne gorąco stałe 4. 3.13 4 doby tości graniczne kont rolo- i 
w8.I\Ych parametrów , 

I 

~ c:.... 
• III 

c.o ... 
I "" Podgrupa Ja S-3, 4, 0% 

I Sprawdz3n1.s wytrzymałości na wySOKOść s padku- ki erunek s padku, wa runki 
s padki 1<WO bod ne 4. 3 .1,9 -500 mm pomiaru i wartości gra-

, 

niczne kontrolowanych I 
parametrów 

I 

I 
I 

I 
i 

ci-
'< .... 
p; 
o 

o-.... 
II> 

~ 
li o 
o' o , 
:Ii 



04. tabl. 2 

Podgrupa badań IIIIt04a 1M4lU11a Pozio .. kontroli 
wg PB-14/T-ol~15 wg PB-14/T-01515 iAQL 

l 2 3 

Podp:upa B5 S-3, 2,~% 

Sprawdllenie wytrzymałości na 
udary poje4yńcze 4.J.16 

Podgrupa 1!6 S-J, 1,5% 

Sprawdzenie odporności na 
narażenia elektryc:me 4.J.25 

l 

W8.1UDIć. SlIczegóły do ustalenia w 
badBn1a arkuszu szczegółowym 

4 5 

spos6b IIOcowlUlia korpusu 
15009 eleJDentu oraz wyprowa-

dzań, _lUnId. pollliaru 
i wartości graniczne kon-
tro~ parametrow 

warunki obciążenia, 

metoda badania, tempera-
100 h tura badania, sposób 

IIIOcOWllZlia elellentu, wa-
runki pomiaru i wartości 

graniczne kontrolowanych 
piI1'IIM1;r6w 

!J! 
I 

vi ...... 
\..J 
\..J 
-.l 

'" I 
N 

~ 
8 

'" 



Tablica 3 

Poziom kontroli i AQL 
Metoda 

Podgrupa badań badania pOWSzechnego utJtku 
wg PR-74/T-01515 wg Pf{-74/ profesjo-

T-01515 podstawowa podwyższona nalne 
jakość jakość 

1 2 3 4 5 

Po4pypa Cl 5-3, 4,CY.' 5-4, 2.5% 
Sprawdzenie lutowności nie stosuje 
ąprowadzeń 4.3.5 się 

Po'mapa 92 5-3, 4,0% S-4, 2,5% 
Sprawdsenie ..,-trzyma-
łośoi .. chaDicznej 
ąprowaclzeń 4.3.24 

PodWpl CJ S-3, 4,CY.' S-4, 2,5% 
Sprudsen1e ę-trzya.-
łośoi na ud&r,r wie 10-
krotne 4.3.17 

-

Szczeg6ły do usta-
WanmId. lenia w arkuszu badania 

szczeg6łow;y1D 

6 7 

t-.peratll1'a kąpie li 
metoda kąpieli warunki pomiaru i 

wartości graniczne 
kontrolo~h pa-
rametrów 

- wartość obciątenia 

2511 - dla diod sposób IIIOCOWan1a 

do zastosowań korpusu e lelllentu, 
pon"chJleao warunki pomiaru i 
utytku, wartości graniczne 
4°11 - dla diod kontrolowa~h pa-
do zastosowań rametrów 
protesjonal~h, 
1000 udarów w 
każdym kierunku 
probiel'Cz1lD 

• 
,W 
"
III 
ES 
..... 
ID 

Q 

• (III 

... g. 
~ 
• 
...., 

'g 
• ... 
ID 
'1 
tli 
III 
ES • 
m 

'" () 
o 
0\ 

B ..... • ., 
..... ., 
() 

'< • 

a.. 

!II 
I 
~ 
\11 ...... ..., ..., 
~ 
\11 
I 
N 

~ 
8 



cd. talll. 3 

Poziom kontroli i AQL 
.. toda 

Szczegóły do uata-. Podgrupa badań badania powssechnego utytku WamDld. lenia w arkuasu 
wg P1f-74/T-Q1515 . wg m-74/ p:ro:reajo- badania 

szczegółowym T-01515 podat_owa podwyższona nalne 
jakość jakość 

1 2 3 4 5 6 7 

Sprawdzenie wy1:rz;y1l8- sposób ~cowania 
łości na wibracje o elementu, 
zmiennej częstotliwoś- warunki pomiaru i 
ci (t7lko dla diod do wartości granicz-
zastosowań pro:resjo- 10 ... 500 Hz, 20., , ne kontrolo~oh 
na~ch) 4.3.20 3 h parametrów 

Spr_dzenie wytrz7IDB- sposób mocowania 
łości na wibracje o elementu, 
stałej częstotliwOśoi warunlc1 pomiaru i 
(tylko dla diod do za- wartości graniczne 
stosowa6 poWBzeohnego kontrolo~h pa-
uż;rtku) 4.3.22 80 Hz, 10e. 3 h rametró. 

Sprawdzenie wy1:rz:J1llll.- · wartośoi tempera-
łości na nagłe zlll1an;y tur T A i T B warun-
teaperatur;y (t7Uto dla ki pomiaru i war-diod do zastosowań metoda dwóch 
pro:reejonala7ch) 4.3.12 komór tości graniczne 

kontrolo~ pa-

!il ,. 
~ 
'" ~ 
VI 

ł.. 

~ 

ra1llBtró • 

. Sprawdzenie wytrz:J1llll.- 4 doby-dla "'7- warunki pomiaru i 
łośoi na wilgotne go- robów powszeoh- wartości graniozne 
rąoo 4.3.13 nego utytku. kontrolo~ pa-

le) dób-dla "'7- 1'IIII8trów 
robów pro:resjo-
nal.lJ.7ch ,. 

fi~ąuP! Q~ nie stosuje się I 

...., 
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Poziom kontroli i AQL 
IIItoda 

Podgrupa badań badania powszechnego użytku 
wg PK-74/T-01515 wg PK-74/ profesjo-

T-01515 podstawowa po~szona nalne 
jakość jakość 

1 2 3 4 5 

J>edmpa C5 nie stosuje się 5-3, 2,5% 

Sprawdzenie wytr~-
łości na przysp1 ... e-
nie stałe 4.3.23 

~dln'llDa 1i6 nie stosuje się1) 

l!odln'llp! gZa nis stosuje się 

Pode;rusea C7b nie stosuje się 5-4, 4,0% 

Sprawdzenie wytrzyma-
łości na suche gorąco 4.3.10 

Szczegóły do usta-Warunki lenia w arkuszu badania 
szczegółoW1!D 

6 7 

kierunki probier-
oze, sposób moco-

20 0009 W8II:ia korpusu e18-
.. ntu oraz wypro-
wadzeń, w8.l'llJlk1 
pomiaru i wartości 
graniczne kontro-
lOWBn1Ch paramet-
rów 

temperatura nara-
1000 h żania, warunki po-

miaru 1 wartości 
graniczne kontro-
loW<UlYch paramet-
rów 

(Xl 

li 
I .... 

VI ...... 
'" '" .... 
VI 
I 
N 

~ 
8 
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Poziom kontroli i ~L 
lII&toda 

8zczegół;y do usta-Podgrupa badań badania powszechnegQ u±ytkn Warunki 
l.m.a • arknszu .g Pft-74!T-D1515 wg Pf(-74! pro!esjo- badania 
szczegółowy1ll T..Q1515 podstSJrO'II'a po4wy'tszona nalne 

jakość jakość 

1 2 ) 4 5 6 7 

P"dlI:rulla !,Iii!!!; nie stosuje się S-4, 4.0% 
Sprawdzenie odporności temperatura nara-
Da &iamo 4.3.9 - tania. warunki 

pomiaru i wart"ś-
ci graniczne kon-
trol~h para.-
_tró. 

Poda-ulla CBb nie stosuje się S-3, 2.5% 
B'pr8lfdzenie odportlQścJ temperatura nara-
na suche gQrąco 4.3.11 - :tania. wal'UlIk:I. 

pomiaru i .artoś-

ci t;nmioSIII! karl-
trolo'll'~ch para-
_tró. 

pocLvu.pa 99 8-4, 2.5% 5-4, 2,5% 

8pra.dzenie wymiarów sprawdzane para-
(gł6WI1JCh) 4.3.3 - metry geometrycz-

ne 

1) Badanie mo:!;e b;yć W;yko~e na żądanie odbiorc;y w u&gcdnieniu & producentem. Intonuację o w;ynilrach badania 
otrzymu~e za1ntereso~ odbiorca. 

-----_ ._- - - - -- --
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I 
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Tablića 4 o .... 
• 
N 

Poziom kontroli i AQL ! Metoda Szczegóły do usta1 Podgrupa badań badania powszechneBP użytku Warunki 
wg PR-74/T-01515 wg PR-741 profesjo- badania lenia warkuszu I 

T-01515 podstawowa podwyższona nalne szczegółowym 
I 

• 1-"" 
• 

!f 
o-
ID 
:::l 

jakość ~aJro'ć .... 
ID 

1 2 3 4 5 6 7 

~oQgru2a 121 nie stosUje się 

PodJU'u~ D2 nie stosuje się I t;;1 

Podgrupa DJ1) S-41 4,~ S-41 4,0% 
Sprawdzenie wytrzyma-
łości na rozpuszczal- rodzaj rozpusz- l nild 4.3.28 - czalnika 

Podgrupa D41) S-4, 4,a%> S-4, 4,0% I 

Sprawdzenie palności 4.3.29 - -

~ 
eT , 
ID 
C' ui ..... ...... • w 

w 
~ ... 

'" 'tI I 

'" o 
~ :Ii 

eT 8 ID 
Pod«ruea ~a S-4, 2,5% li 

N 

Sprawdzenie odpornoś- nie stosuje temperatura nara- ID 
:::l 

ci na zimno 4.3.9 się - żania, warunki po-
miaru i wartości 

ID 

CD 
graniczne kontro- I;» 

low~ch paramet- () 

rów o 
N 

Podf51'Ul!a I2!ib S-4, 2,5% ..... 
ID 

Sprawdzenie odpornoś- nie stosuje temperatura nara-
ci na suche gorąco 4.3.11 się - żania. warunki po-

eT 
III 
• 

maro 1 warto'ci 
graniczne kontro-
lClW!lJ'-YCh paramet-
rów 
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Poziom j[ontroli i AQI. 
Metoda 

Szczegóły do usta-Podgrupa badań badania powszechnego użytku 'Ianl.nki. lenia w ąrla.lszu 
wg PN-74/T-01515 wg PN-74/ profesjo- badania 

szczegółowym 
T-01515 podstawowa podwyższona nalne 

jakość jakość 

1 2 3 4 5 6 7 

Ęodgrupa D6 S-4, 6,5% S-4, 2,5% 

Sprawdzenie odporności warunki obciąża-
na narażenia ele- nia, metoda bada-
ktryczne 4.3.25 2500 h nia, temperatura 

badania, sposób 
mocowania elemen-
tu, warunki po-
miaru i wartości 
graniczne kontro-
lo~h paramet-
rolo 

PodS;ruea D7a 2) s-3, 6,5% S-3, 4, 0% 

Sprawdzenie wy trzyma- wymagania doty-
łOści na pleśń 4.3.26 - czące uszkodzeń 

powierzohniowych 

Pods;rul!a D7b 2) S-3, 6,5% S-3, 4,0)1, 

Sprawdzenie wytrzyma- 2 doby-dla diod 
łości na mgłę solną 4.3.27 do zastosowań pow -szechnego użytku 

4 doby-dla diod 
do zastosowań 
profesjonalnych 

1) Badania stosuje się dla diod w obudowach plastykowych 

2) Badania stosuje się przy zamówieniu diod w wykonaniu tropikalnym lub dla klimatu morskiego 
- --- - - -- -- - - - - - - ---- -- - -- . .. _- - -- - - - - -----
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3.2.5. Parametry kontrolowane w badaniach grupy B, C i D wg 
tabl. 5. 

Tablica 5 

Oznaczenie Nazwa parametru Podgrupa badań 

'. prąd watecZll,y B1, B3, B4, B5, 1l6, C1, C3, 
C1b, C8b, D5b, D6 

U, napięcia przawodzenia B1, B3, B4, as, B6, e1. e 3. 
C5, cSa, D5a, D6 

3.3. Pozostałe postanowienia w zakresie oznaczenia, pobierania 
pr6bek, oceny wynik6w badań, pakowania, przechowywania i transportu 
- wg PN-74/T-01515. 

KONIEC 

lliEQttMAeJE DODATKOWE 

1. Instytucja opracowująea nonnę - Naukowo-Produkcyjne Centrum Półprzewodników. 

2. Nom Pia.zane 
PN-72/T-01500 Elementy półprzewodnikowe. Nazwy i określenia 

PN-74/T-O.1515 Elementy półprzewodnikowe. Ogólne ~ania i badania 


